ZAGADNIENIA NA EGZAMIN
WYKEAD 1
Pojecia
sterowanie jakos$cig, SPC
Zagadnienia
e karty kontrolne (ogo6lna budowa, idea stosowania),
e karty kontrolne (fazy: konfiguracji i monitorowania),
e Kkarty dla cech mierzalnych (wymieni¢ i wyjasni¢ do czego sg wykorzystywane)

e reguty Nelsona (podstawowe 1 dodatkowe)

Zadania
Zad. 1.
Skonfiguruj karte kontrolna X — R w oparciu o dane zebrane w trakcie n, = ... kolejnych kontroli, w ktérych
za kazdym razem kontrolowanych bylo n, = ... detali. Zaktadajac, ze obliczona $rednia procesu wynosi
X = ... a $redni rozstep R = ... , zapisz wyrazZenia opisujace potozenie linii centralnej i linii kontrolnych kart

X i R, wwyrazeniach nalezy zastapi¢ wystepujace tam stale/zmienne odpowiednimi warto$ciami liczbowymi.

Zaktadajac, ze otrzymano nastepujace wartosci dla linii centralnych i kontrolnych:

Cly = ., UCLy = ., LCLg = ..., CLg = .., UCLg = ..., LCLp = ...

wyznacz wartosci dla pierwszych ... punktoéw obydwu kart w oparciu dane z tabeli

ponizej. Narysuj karty 1 ocen stabilno$¢ tego procesu.

Zad. 2.

Ocen stabilno$¢ procesu, ktorego karta zostata przedstawiona na podanym rysunku (sprawdz réwniez

wystepowanie nietypowych wzorcéw opisanych regutami Nelsona).



WYKLAD 3
Pojecia
krzywe OC (co przedstawiajg, do czego mogg by¢ wykorzystane),
wskaznik ARL (co opisuje, jaki jest zwigzek z btgdem I rodzaju, wzor),
wskaznik ARL,; (co opisuje, jaki jest zwigzek z bledem /] rodzaju, wzor),
wskaznik /
ryzyko producenta i ryzyko odbiorcy wynikajace ze stosowania kart kontrolnych,
karty kontrolne a btad II rodzaju (wptyw rozmiaru probki na szybko$¢ wykrywania nieprawidtowosci)
Pojecia statystyczne
btad I rodzaju, btad I/ rodzaju, moc testu statystycznego
rozktad prawdopodobienstwa, dystrybuanta,

$rednia arytmetyczna, kwanty rzedu p, mediana, odchylenie standardowe, rozstep,

Zadania

Zad. 1. Na podanym rysunku przedstawione zostaty krzywe OC Karty X dla probek o licznosciach n = ...
Oszacuj warto$¢ wskaznika ARL, dla n = ... I przesunig¢cia $redniej procesu o ... (wielko$¢ wyrazona w o).

Jaka powinna by¢ liczebno$¢ probki aby karta wykrywata podane przesuniecie $rednio po ... probkach.



WYKLAD 4
Zagadnienia

karty sekwencyjne (dlaczego i kiedy sa stosowane, wymieni¢ rodzaje, jakie parametry monitorujg: potozenie

Czy rozproszenie procesu),

omowi¢ sposdb wyznaczania punktow karty:
* CuSum (mozna na podstawie ogdlnego algorytmu, tzn. z punktami C;, a nie z punktami C;" i C;"),
= EWMA (dodatkowo wymieni¢ parametry karty i poda¢ ich najczesciej wykorzystywane wartosci),
= Kkarta MA.

= karta MR (dodatkowo wyjasni¢ z jakimi kartami karta jest tgczona i w jakich sytuacjach).

Zadania
Zad. 1.

Zapisz wyrazenia opisujace potozenie linii centralnej i linii kontrolnych (dla punktéw: ...) karty MA

pojedynczych obserwacji. Zaldz, ze parametry procesu wynosza: [y = ..., ¢ = ..., okno karty ma szerokos¢
w = ... a granice kontrolne umieszczane sg w odlegtosci L = 3 od linii centralnej.
zad.2. || | [ |

W tabeli powyzej zostaty zebrane wyniki pomiaréw pewnego parametru losowo wybranych detali. Zaktadajac,
7e parametry procesu wynosza: Ug = .., 0 = ..., 0kno karty MA pojedynczych obserwacji ma szeroko$é¢
w = ... a granice kontrolne obliczone zostaty jako: UCL; = ..., LCL; = ..., UCL, = ..., LCL, = ..., .... Narysuj

karte kontrolng i ocen stabilno$¢ tego procesu.

Zad. 3.

Zapisz wyrazenia opisujace potozenie linii centralnej i linii kontrolnych (dla punktoéw: ...) karty MR. Zatoz,

Ze parametry procesu Wynosza: flg = ..., 0 = ....

zad.4. | | | | |

W tabeli powyzej zostaty zebrane wyniki pomiaréw pewnego parametru losowo wybranych detali. Zaktadajac,
ze linia centralna 1 granice kontrolne karty MR zostaly wyznaczone jako: CL = ..., UCL = ..., LCL = ...,

narysuj karte 1 ocen stabilno$¢ tego procesu.



WYKLAD 5
Zagadnienia
wyrob niezgodny, niezgodnos¢

karty kontrolne dla cech dyskretnych (wymieni¢, wyjasni¢ kiedy sg stosowane i jakie sg réznice pomiedzy

kartami,

omoéwic sposob wyznaczania punktoéw kart p, np, ¢ oraz u (czy probki na kartach moga mie¢ r6zng

liczebnos¢, jesli tak to jakie sg podej$cia aby uwzgledniac rozne rozmiary probek)
omoéwic Kilka sposobow doboru rozmiaru probki dla karty p,
krzywe OC (co przedstawiajg, do czego moga by¢ wykorzystane),

wskaznik ARL, (co opisuje, jaki jest zwigzek z btedem I rodzaju, wzor),

wskaznik ARL, (co opisuje, jaki jest zwigzek z btedem 1 rodzaju, wzor),

zalety 1 wady kart kontrolnych dla cech ciagtych i dyskretnych

Zadania

Zad. 1.

W tabeli obok zostaly zebrane liczby elementow wadliwych lub liczby wad w skontrolowanych

produktach oraz ilo$¢ elementéw skontrolowanych. Zaktadajac, ze wadliwos¢ procesu jest znana

I Wynosi ..., zapisz wyrazenia opisujace potozenie linii centralnej i linii kontrolnych dla
pierwszych ... punktéw karty (p, np, ¢ lub u). Czy stabilno$¢ tego procesu mozna réwniez zbadaé przy

pomocy Karty (p, np, ¢ lub u) — wyjasnij dlaczego.

Zad. 2.

W tabeli obok zostaty zebrane liczby elementéw wadliwych lub liczby wad w skontrolowanych produktach

oraz ilo$¢ elementow skontrolowanych. Zaktadajac, ze wadliwo$¢ procesu jest znana 1 wynosi

..., wykresl karte w wersji standaryzowanej 1 ocen stabilnos$¢ procesu.

Zad. 3.

Na podanym rysunku przedstawione zostaty krzywe OC Karty (p, np, c lub u) dla probek o licznosciach
n = .... Oszacuj warto$¢ wskaznika ARL; dlan = ... i podanej (wadliwosci lub liczby wadliwych czy wad).

Jaka powinna by¢ liczebno$¢ probki aby karta wykrywata podane przesunig¢cie srednio po ... probkach.



WYKLAD 6

Pojecia
proces stabilny, proces wycentrowany, proces uregulowany,
zdolnos¢ procesu

zwiazki stabilnosci i zdolnosci (czy proces stabilny moze by¢ niezdolny, czy proces zdolny moze by¢

niestabilny, dla jakich procesow nalezy badac¢ ich zdolnos¢

wskazniki oceny zdolnosci procesu (wadliwos¢, PPM, DPO, DPMO, poziom sigma)

wskazniki oceny zdolnosci procesu dla danych ciagtych (C,, Cpy, Cpiy Coier Byy Pows Pty Poies Cp (@) Cpu(Q),
Cpl(Q)! Cpk(CI)'

sigma catkowita i sigma wewnatrzprobkowa (do czego sg wykorzystywane, ogolna idea wyznaczania)
warunki jakie muszg spetnia¢ wskazniki aby mozna byto proces uzna¢ za zdolny

wskazniki zdolnosci dla procesow o rozktadzie innym niz normalny

Zadania
Zad. 1.
Na podstawie przeprowadzonych n, = ... kolejnych kontroli, w ktorych za kazdym
razem kontrolowanych byto n, = ... detali ustalono, ze S$rednie rozproszenie
kontrolowanego parametru wyniosto R = ... lub (5 = ...). Zapisz wyrazenie na odchylenie standardowe

wewnatrzprobkowe, oblicz jego warto$¢. Przyjmujac, ze granice specyfikacji wynosza w tym przypadku

USL = ...1 LSL = ... oblicz warto$ci wskaznikow zdolnosci C, i C, i ocen zdoIno$¢ procesu.

Zad. 2.

Na podanych rysunkach przedstawione zostaly wykresy kwanty-kwantyl pokazujace dopasowanie rozktadu
danych z préby do rozktadu normalnego 1 pewnego innego rozktadu teoretycznego. Wiedzac, ze srednia
arytmetyczna wynosi ..., odchylenie standardowe .... a kwantyle rozktadu innego niz normalny odpowiednio
70,00135 = - Q0,09865 = - Qo5 = - Wyznacz wskazniki zdolno$ci warto$ci wskaznikow zdolnosci C,, i Cp,
dla granic specyfikacji USL = ... 1 LSL = .... Wykorzystaj wzory dla rozktadu normalnego i rozktadu innego

niz normalny. Ktore wskazniki lepiej opisujg zdolnos¢ procesu. Czy proces jest zdolny?



